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LA REPONSE ELECTRIQUE
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ANNEXE C : Estimation des coefficients de convection

= +

+

µ
λ
β

=

∆=

=

λ=

µ ×
λ

ν
×



∆




	Couverture
	Remerciements
	TABLE DE MATIERES
	Introduction
	CHAPITRE I EFFETS THERMOELECTRIQUES : PRINCIPES ET TECHNIQUES DE MESURE
	1.1 HITORIQUE
	1.2 LES EFFETS THERMOELECTRIQUES
	1.3 RENDEMENT DES SYSTEMES THERMOELECTRIQUES
	1.4 PROPRIETES THERMIQUES ET THERMOELECTRIQUES : TECHNIQUES DE MESURE
	1.4.1 Conductivité thermique (λ)
	1.4.2 Coefficient Seebeck (α)
	1.4.3 Résistivité electrique (ρ)
	1.4.4 Facteur de mérite (Z)

	BIBLIOGRAPHIE

	CHAPITRE II THERMOELECTRICITE EN REGIME HARMONIQUE
	2.1 La méthode des quadripôles thermiques [14]
	2.2 L'échantillon
	2.3 Le cas du couple thermoélectrique
	2.4 Thermoélectricité en régime sinusoïdal permanent
	2.5 Etude de sensibilité du modèle
	Conclusions
	Bibliographie

	CHAPITRE III ANALYSE DU CHAMP DE TEMPERATURE PAR MICROSCOPIE THERMIQUE AFM (SThM)
	3.1 Description du microscope AFM Thermique (SThM)
	3.2 Résultats de mesure
	3.3 Calibrage du SThM
	Conclusions
	Bibliographie

	CHAPITRE IV LA REPONSE ELECTRIQUE
	4.1 La réponse harmonique
	4.2 L'harmonique fondamentale
	4.3 Mesure de la résistivité électrique
	4.4 Mesure du facteur de mérite
	4.5 Modèle aux quadripôles thermiques : validation de la partie électrique
	Conclusion
	Bibliographie

	CHAPITRE V METHODE PHOTOTHERMIQUE : BALAYAGE LASER, DETECTION PAR EFFET SEEBECK
	5.1 Principe
	5.2 Résultats de mesure
	5.3 Le problème thermique
	5.4 Banc photo-thermique : Validation du modèle thermique
	Perspectives
	Bibliographie

	Annexes
	ANNEXE A : Amplificateur isolateur pour le SThM
	ANNEXE B : Algorithme de minimisation au sens de moindres carrés
	ANNEXE C : Estimation des coefficients de convection􀀃

	RESUME

